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摘要(译)

微创程序分析和检查系统包括显示设备，用户输入设备，通信连接到显
示设备和用户输入设备的计算系统，以及在处理器上可执行的研究分析
模块。 研究分析模块被配置为在微创过程中接收事件的运行提示，其中
每个事件包括事件时间和事件类型。 从事件的运行记录中选择一个事
件，并根据所选事件的事件类型确定至少两个相关的数据集。 基于所选
择的事件的事件时间来识别每个相关数据集的相关时间部分，并且至少
两个相关数据集的每个相关时间部分被显示在显示设备上。
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